








































专利名称(译) 集成光学相干分析系统

公开(公告)号 US9772177 公开(公告)日 2017-09-26

申请号 US13/568717 申请日 2012-08-07

申请(专利权)人(译) AXSUN TECHNOLOGIES，INC.

当前申请(专利权)人(译) AXSUN技术有限责任公司

[标]发明人 JOHNSON BARTLEY C
FLANDERS DALE C

发明人 JOHNSON, BARTLEY C.
FLANDERS, DALE C.

IPC分类号 G01B9/02 A61B5/00 G01N21/47

CPC分类号 G01B9/02057 A61B5/0066 A61B5/0073 G01B9/02004 G01B9/0205 G01B9/02091 G01N21/4795 
G01B2290/70

审查员(译) HANSEN，JONATHAN

优先权 61/053241 2008-05-15 US

其他公开文献 US20120300216A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了光学相干断层扫描（OCT）探针和系统设计，其最小化了探针对
OCT分析的机械运动和应变的影响。它还涉及对OCT激光源噪声具有鲁
棒性的光学设计。此外，还集成了OCT系统探头，可产生紧凑而坚固的
电光机械系统以及偏振敏感的OCT系统。
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